


















































专利名称(译) 超声波装置，超声波模块和超声波测量装置

公开(公告)号 US20170055950A1 公开(公告)日 2017-03-02

申请号 US15/244269 申请日 2016-08-23

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 MATSUDA HIROSHI

发明人 MATSUDA, HIROSHI

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/14

CPC分类号 A61B8/4488 A61B8/145 A61B8/54 A61B8/4494 A61B8/4427 A61B8/4461 A61B8/543 B06B1/0622 
G01S7/52019 G01S7/52023 G01S7/52026 G01S7/52031 G01S7/52087 G01S15/8913 G01S15/8925 
G01S15/8927

优先权 2015171174 2015-08-31 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波装置包括多个超声波元件组，每个超声波元件组包括至少一个适
于发送超声波的发送元件和至少一个适于接收超声波的接收元件，并且
沿X方向布置，并且在每个超声波元件中组，包括在超声波元件组中的接
收元件的接收区域的质心位置，在沿Y的投影视图中与包括在超声波元件
组中的发送元件的发送区域重叠。方向。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/c57ed69d-9854-4995-8624-7373f219aa90
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058103250/publication/US2017055950A1?q=US2017055950A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220170055950%22.PGNR.&OS=DN/20170055950&RS=DN/20170055950

